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Szwa j ca r ska f i rma
LEM jest producentem
szeregu czujnikÛw s³uø¹-
cych do bezstykowego
pomiaru pr¹dÛw oraz na-
piÍÊ. Wykorzystuje siÍ w
nich zjawisko Halla, ktÛre
polega na ìprzetworzeniuî
przez wstÍpnie spolaryzowa-
n¹ pr¹dem Ic (rys. 1) p³ytkÍ
strumienia indukcji magnetycznej
B†w†napiÍcie VH. P³ytka jest wyko-
nana z†materia³u pÛ³przewodnikowego
(german, krzem, arsenek indu lub ga-
lu), ktÛrego parametry maj¹ ogromny
wp³yw na w³aúciwoúci czujnika.

MoøliwoúÊ bezstykowego pomiaru
natÍøenia pr¹du, duøa dok³adnoúÊ
i†doskona³a liniowoúÊ przetwarzania,
szerokie pasmo przenoszenia oraz
szerokie zakresy pomiarowe powodu-
j¹, øe czujniki pomiarowe firmy LEM
s¹ bardzo konkurencyjne w†stosunku
do jakichkolwiek rozwi¹zaÒ alterna-
tywnych.

LEM produkuje kilka rodzin
czujnikÛw s³uø¹cych do pomiaru
pr¹du, spoúrÛd ktÛrych jedna jest
szczegÛlnie interesuj¹ca dla kon-
struktorÛw elektronicznych urz¹dzeÒ
pomiarowych, a†to ze wzglÍdu na

Pomiary natÍøenia pr¹du

o†wartoúci powyøej kilku

amperÛw, zw³aszcza przy

wyøszych napiÍciach zasilania,

nastrÍczaj¹ wiele k³opotÛw

konstruktorom miernikÛw

cyfrowych. Wprowadzone na

rynek przez kilka úwiatowych

firm (m.in. Analog Devices,

National Semiconductor, Dallas,

Maxim) specjalizowane uk³ady

pomiarowe nie rozwi¹za³y

najwaøniejszego problemu -

galwanicznej izolacji obwodu

pomiarowego od systemu.

Szwajcarska firma LEM

znalaz³a lekarstwo na wiÍkszoúÊ

problemÛw, z†jakimi borykaj¹

siÍ konstruktorzy urz¹dzeÒ

pomiarowych.

SzczegÛ³y w†artykule.

nowoczesny sposÛb zasilania, zgod-
ny ze wspÛ³czesnymi trendami
w†elektronice.

Tradycja
Dotychczas produkowane czujni-

ki pomiarowe firmy LEM wymaga-
³y symetrycznego zasilania napiÍ-
ciami o†doúÊ duøych wartoúciach
(np. ±15V). Powodowa³o to ko-
niecznoúÊ znacznego rozbudowania
obwodÛw wejúciowych urz¹dzeÒ po-
miarowych, np. przez dodanie spe-
cjalnego przetwornika A/C zasilane-
go napiÍciem symetrycznym lub
modu³u przesuwaj¹cego poziom
ìzeraî sygna³u do moøliwoúci stan-
dardowych przetwornikÛw w†mikro-
kontrolerach.

Przyk³adami czujnikÛw pomiaro-
wych tego typu s¹ HYxxx-P (umoøli-
wiaj¹ pomiary pr¹dÛw do 30ARMS)
oraz HA/HT/HAS/HALxxx-Sxx (umoø-
l iw i a j ¹ pomi a r y p r ¹dÛw do
2500ARMS). W†zaleønoúci od wersji,
czujniki s¹ wyposaøone w†wyjúcia

Rys. 2.Rys. 1. Rys. 3.
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pr¹dowe 4..20mA lub napiÍciowe,
przy czym zakresy napiÍÊ wyjúcio-
wych mog¹ byÊ rÛøne, np.: 0..+5V,
0..10V, -5..+5V, -10..+10V.

£atwiej czyli lepiej
Wymienione problemy nie by³y

oczywiúcie nierozwi¹zywalne, ale pro-
jektanci firmy LEM dbaj¹c o†komfort
pracy konstruktorÛw zaproponowali
czujniki nowszych wersji, znacznie
lepiej przystosowanych do pracy
w†nowoczesnych systemach cyfro-
wych.

Z†punktu widzenia uøytkownikÛw
najbardziej istotn¹ zmian¹ wprowa-
dzon¹ w†czujnikach HYxxx-P/SP1
jest uproszczenie systemu zasilania,
poniewaø wymagaj¹ one do pracy
pojedynczego napiÍcia zasilania
o†wartoúci +5V, dziÍki czemu moøna
je do³¹czyÊ bezpoúrednio do wejúcia
standardowego przetwornika A/C,

Tab. 1.
Parametr Czujniki O/L Czujniki C/L

Pasmo pomiarowe 0..25kHz 0..200kHz

Dokładność przetwarzania 1% 0,5%

Liniowość przetwarzania 0,5% 0,1%

Czas odpowiedzi na
3..7µs 1µspobudzenie impulsowe

Zakres temperatury pracy −25..+70oC −40..+85oC

w†jakie wyposaøane s¹ wspÛ³czesne
mikrokontrolery lub procesory DSP
(rys. 3).

Jeszcze wiÍcej pr¹du
Czujn ik i pomiarowe rodziny

HYxxx-P/SP1 umoøliwiaj¹ pomiary
natÍøenia pr¹dÛw o†wartoúciach bar-
dzo duøych jak na elektronikÍ, lecz
nie zawsze wystarczaj¹cych w†aplika-
cjach przemys³owych. Dlatego teø
LEM prowadzi³ do swojej oferty 5-
woltowe wersje czujnikÛw HASxxx-S/
SP1, ktÛre s¹ przystosowane do po-
miaru pr¹dÛw o†natÍøeniu do 600A.

Na rys. 4 przedstawiono charak-
terystykÍ przetwarzania typowego
czujnika serii HASxxx-S/SP1. Jak wi-
daÊ, dla pr¹du 0A napiÍcie wyjúcio-
we wynosi 2,5V, przy czym dok³ad-
noúÊ przetwarzania wynosi ok. ±2%,
a†liniowoúÊ nie jest gorsza niø ±1%.

Czujniki s³uø¹ce do pomiaru pr¹-
dÛw o†wyøszych natÍøeniach, ze
wzglÍdu na szereg niekorzystnych
zjawisk wystÍpuj¹cych w†wyniku
magnetycznego nasycania siÍ rdzenia
pomiarowego, s¹ wyposaøane w†spe-
cjalny system wprowadzaj¹cy magne-
tyczne sprzÍøenie zwrotne. Zapobiega
ono nasycaniu siÍ rdzenia, ktÛry
spe³nia rolÍ ìmagentycznej soczewkiî,
skupiaj¹cej rozproszone wokÛ³ kabla
pole magnetyczne na pÛ³przewodniko-
wej p³ytce pomiarowej.

Na rys. 5 przedstawiono uproszczo-
ny schemat przybliøaj¹cy wewnÍtrzn¹
budowÍ czujnika ze sprzÍøeniem
zwrotnym (w firmowej nomenklaturze
C/L). OprÛcz wyraünego zwiÍkszenia
dynamiki zakresÛw pomiarowych, czuj-
niki C/L umoøliwiaj¹ pomiary sygna-
³Ûw o†czÍstotliwoúciach aø do 200kHz,
s¹ bardziej liniowe i†dok³adne, mog¹
pracowaÊ w†szerokim zakresie tempe-
ratur, charakteryzuje je takøe wyraünie
krÛtszy czas odpowiedzi impulsowej.Rys. 4.

Rys. 5.

Zestawienie najwaøniejszych para-
metrÛw czujnikÛw standardowych O/L
oraz w†wersji ze sprzÍøeniem zwrot-
nym C/L przedstawiamy w†tab. 1.

Podsumowanie
Prezentowane w†artykule czujni-

ki pomiarowe s¹ obecnie jednymi
z†najdoskonalszych do pomiaru pr¹-
dÛw sta³ych i†zmiennych, spoúrÛd
oferowanych na rynku. Ich kon-
strukcja powoduje, øe pomiar pr¹du
jes t moøl iwy w†sposÛb ìnieod-
czuwalnyî przez moni torowane
urz¹dzenia. Doskona³e parametry
przetwarzania oraz gwarancja galwa-
nicznego odseparowania systemu po-
miarowego od obwodu mierzonego
pr¹du powoduj¹, øe przetworniki
produkowane przez firmÍ LEM sta-
nowi¹ bardzo atrakcyjn¹ alternatywÍ
dla klasycznych transformatorÛw
(przek³adnikÛw) pr¹dowych, a†takøe
dla czÍsto stosowanych bocznikÛw
rezystancyjnych.
Andrzej Gawryluk, AVT

Artyku³ opracowano na podstawie
materia³Ûw dostarczonych redakcji
przez firmÍ Dacpol, tel. (0-22) 750-
08-68.

Katalog produktÛw firmy LEM
znajduje siÍ na p³ycie CD-EP09/2000
w†katalogu \Lem - katalog.


